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章节摘录

版权页：   插图：    1.4 退化中的波动 假如所有产品都在相同条件和相同环境下制造和使用，失效水平
也相同，那么根据物理的、化学的或工程的模型，其退化轨道与失效时间应是相同的。
可实际不是这样，这是因为建模时仅考虑主要因子，那些次要因子、随机因子很难考虑进去，即使进
入模型的因子也会有随机波动，而模型外的因子有更多的随机波动。
这些随机波动时隐时现，时大时小、时正时负，很难控制，最后综合地表现在退化曲线和失效时间上
。
所以退化与波动总是相伴而行，没有波动的退化过程是不存在的。
或者说，退化总是受到各种各样波动的干扰，我们的任务是要尽力减弱或控制各种干扰，寻找最接近
实际的退化曲线。
为此我们应认识波动及其源头。
常见的波动有以下几类。
 1）产品间的波动，如： 初始条件的差异，图1.4.1表示的是疲劳裂缝增长的Paris模型（1.3.1）的退化
曲线，它们是初始裂缝不同，其他条件不变而产生不同的退化曲线。
 材料性能的波动，图1.4.2表示的是疲劳裂缝增长的Paris模型（1.3.1）的退化曲线，它们的材料性能参
数c和m和初始裂缝大小都有波动，由于c和m不同，裂缝增长曲线出现交叉状态。
 元件的形状和大小的差异。
 2）产品内的波动，主要指材料不均匀，制造工艺不一致，元器件筛选不够而引起的波动。
 3）由于操作和环境条件而引起的波动，包括测量仪器和操作人员引起电阻值增加缓慢，4600小时（
半年）内平均阻值只增4‰。
 4600小时内无一电阻器达到失效水平，这是一个高可靠长寿命产品。
 退化轨道呈曲线型增长（见图4.4.2）。
 2）如何评估此种电阻器的平均寿命 有几条路径可探索。
首选的是退化轨道，用4600小时内的退化数据建立退化轨道函数来预测平均寿命较为困难。
因从表4.4.1上可以看到，前2000小时电阻值相对只增长2.87％。
，而后2600小时内相对只增长1.31％。
，这表明电阻值在工作状态下增幅越来越慢，要达到2％的增幅至少也要10万小时以上。
用4600小时数据预测10万小时以后的情况，实在难于准确把握。
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